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Корисна модель належить до галузі контрольно-вимірювальної техніки і може бути 
використана для визначення параметрів шорсткості дифузно відбиваючої поверхні. 

Існує спосіб: вимірювання шорсткості поверхні на базі мікроінтерферометра Линника (МИИ-
4), який описано у роботі "Макеев А.В. Об оптических методах контроля шероховатости 
поверхности //Интерэкспо ГЕО-Сибирь: Материалы XII Междунар. науч. конгресса. - 2016. - Т. 5, 5 

№ 1. - С.147-151". 
Недоліком цього способу є неможливість експрес-контролю інтегральних параметрів 

шорсткості поверхні. 
Найбільш близьким аналогом є спосіб вимірювання шорсткості поверхні "D. Leger, Ε. 

Mathieu, J.C. Perrin. Optical Surface Roughness Determination Using Speckle Correlation Technique. 10 

App. Opt., 1975. - 14 (4). - Р. 872-877". Суть найближчого аналога полягає в тому, що освітлюють 
поверхню, яка досліджується, плоскою хвилею та послідовно реєструють дві спекл-структури, 
які отримують при двох різних кутах падіння та визначають середнє квадратичне відхилення, 
яке і характеризує шорсткість поверхні. 

Недоліком цього способу є невисока точність вимірювання, неможливість вимірювання 15 

шорсткості поверхні у випадку, коли середнє квадратичне відхилення менше 1 мкм та 
неможливість експрес-контролю інтегральних параметрів шорсткості поверхні. 

В основу корисної моделі поставлена задача: визначення шорсткості поверхні шляхом 
порівняння відбитої хвилі від поверхні, яка досліджується, з відбитою хвилею від зразкової 
поверхні. Таким чином, забезпечується експрес-вимірювання інтегральних параметрів 20 

шорсткості поверхні, а це розширює функціональні можливості методу та підвищує 
продуктивність способу. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі вимірювання шорсткості поверхні, згідно з 
яким освітлюють поверхню, реєструють відбиту хвилю та визначають параметри шорсткості, 
відповідно до пропонованої корисної моделі, на шляху відбитої хвилі встановлюють об'єктив, 25 

вимірюють інтенсивність світла у фокусі цього об'єктива, порівнюють отримане значення зі 
значенням інтенсивності у випадку відбиття від зразкової поверхні з відомою шорсткістю та 
визначають шорсткість поверхні. 

Застосування запропонованого способу забезпечує експрес-вимірювання інтегральних 
параметрів шорсткості поверхні та розширює функціональні можливості корисної моделі. 30 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому представлено блок-схему 
пристрою для здійснення запропонованого способу. 

Пристрій для здійснення способу вимірювання шорсткості поверхні 1 містить: джерело 2 
випромінювання, світлоподільник 3, об'єктив 4, у фокусі якого встановлено фотоприймач 5. 

Спосіб вимірювання шорсткості поверхні 1, який запропоновано, здійснюється таким чином: 35 

за допомогою світлоподільника 3 формують промінь, який освітлює поверхню 1, вимірюють 
інтенсивність дзеркальної відбитої хвилі за допомогою фотоприймача 5, який встановлено у 
фокусі об'єктива 4, порівнюють отримане значення зі значенням інтенсивності хвилі у випадку 
відбиття від зразкової поверхні з відомою шорсткістю, визначають шорсткість поверхні 1.  

 40 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб вимірювання шорсткості поверхні, згідно з яким освітлюють поверхню, реєструють 
відбиту хвилю та визначають параметри шорсткості, який відрізняється тим, що на шляху 
відбитої хвилі встановлюють об'єктив, вимірюють інтенсивність світла у фокусі цього об'єктива, 45 

порівнюють отримане значення зі значенням інтенсивності у випадку відбиття від зразкової 
поверхні з відомою шорсткістю та визначають шорсткість поверхні. 
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